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Keksintd liittyy menetelméan ja jirjestelmaan teravan panoraamakuvan maaritthmiseksi, joka
on muodostettu projektiokuvien joukosta. Erityisesti keksintd littyy hampaiden ja leuan alueen
panoraamardnigenkuvan rakenteen maarittamiseen. Projektiokuvien Joukosta muodostetta-
van panoraamakuvan rakenne maaritelldadn vahintdan kahdella tdrkeélld parametrilla, nimit-
téin teravan kerroksen keskuspinnan S ja terdvan kerroksen paksuuden t(s) parametreilla,
kayttaen sakkofunktiota F(S,t), joka on vahint4an vaihtoehtoja S ja Y(S) vastaavan lasketun
panoraamakuvan matalataajuisten muutosten sakkofunktio F3(S,t). F3(S,t):n laskemisen jél-
keen paras keskuspinta ja paksuusfunktio (toisin sanoen panoraamakuvan terévin kerros)
saadaan minimoimalla mainittua sakkofunktiota F(S,t) parametriavaruuden yii.

Uppfinningen avser ett fdrfarande ach ett system for att definlera en skarp panoramabild sam-
mansatt av en grupp av projektionsbilder. Uppfinningen avser sérskilt att definlera strukturen
hos en panoramardntgenbild av ett omrade av en tandgarnityr och av en kéke, Strukturen hos
den panoramabild som skall genereras av en grupp av projektionsbilder definieras av atmin-
stone tva kritiska parametrar, dvs. den centrala ytan $ av det skarpa skiktet och fockieken t(s)
hos det skarpa skiktet, genom att anvéinda en felfunktion F(S, t), som ar tminstone en felfunk-
tion F3(S, t) av IAgfrekvenséindringar i den berdknade panoramabilden som motsvarar valen
S och t(8). Efter berakningen F3(S, 1) fis den basta centerytan ach fockleksfunktionen (m.a.o.
det skarpaste skiktet av pancramabilden) genom att minimera namnda felfunktion F(S, t) i
forhallande till parametern,
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Menetelméa ja jarjestelma terdvan panoraamakuvan maédrittelemiseksi, joka
on muodostettu projektiokuvien joukosta — Metod och system for att fasts-
tilla en skarp panoramabild som &r konstruerad fran en grupp om projek-
tionbilderna

Tama keksintd liittyy menetelmaan ja jarjestelmdan terdvan panoraamakuvan
madrittelemiseksi, joka on muodostettu projektiokuvien joukosta. Keksintd liittyy
erityisesti hampaiden ja leukojen alueen panoraamardntgenkuvan rakenteen maa-
rittelemiseen.

Keksinnon tausta

Suun ulkopuolinen kuvaus / hampaiden panoraamakuvaus on nykyaan hyvin ylei-
nen kaytantd potilaiden sairaanhoidossa. Tyypilliseen rontgenlaitteistoon, jota kay-
tetadn suun ulkopuoliseen kuvaukseen/hampaiden panoraamakuvaukseen, kuu-
luu kiertyva varsi, joka on kiinni tukipalkin yhdessa paassa, ja kiertyvan varren
vastakkaisiin paihin on kiinnitetty rontgenséteitd muodostava laite seké rontgensa-
teitd havaitseva laite (C-arm). Rontgenséateita havaitseva laite (C-arm) on tyypilli-
sesti filmipohjainen laite, tai CCD-pohjainen (Charged Coupled Device, varaussiir-
torekisteri) laite. Rontgenséteille altistaminen suoritetaan kiertamalla vartta, jolloin
kiertyvan varren ja nain ollen myds rontgenséteitd muodostavan laitteen ja ront-
genséteitd havaitsevan laitteen liikkeet on synkronoitu niin, etta halutun muotoisen
alueen kuva, esimerkiksi potilaan hammaskaaren, saadaan filmille tai CCD-
laitteelle.

Panoraamardntgenkuvauksessa tunnetaan, etta jotta saadaan terava kuva ham-
maskaaresta, niin tukivarren kiertoakselin on annettava liikkua altistuksen aikana
ennalta maaritellylla tavalla lineaarisesti tai epéalineaarisesti silla tavoin, etta tdma
liike on riippuvainen tukivarren kulmasijainnista kullakin ajanhetkella. Kiertoakselin
like voi olla lineaarista ja yhdensuuntaista hammaskaaren symmetria-akselin
kanssa, kohtisuorassa sen kanssa, kaarevaa tai epajatkuvaa ennalta maariteltyjen
pisteiden valilla,

Jotta voidaan saada tietty terdva maariteltdvan kohteen panoraamakuvakerros, on
hyvin tarkeda sijoittaa kohde tarkasti oikeaan paikkaan suhteessa kuvauslaitteis-
toon. Jos teradvaksi kerrokseksi halutaan toinen panoraamakerros, niin joko kuva-
uslaitteistoa tai maariteltdvaa kohdetta on siirrettava tai niiden asentoa on vaihdet-
tava. Kohteen siitdminen ja asennon vaihtaminen on aina kaytannossé hankalaa
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ja aikaavievaa. Lisaksi tunnetut réntgenvalokuvauslaitteistot eivat aina tarjoa niin
kattavia mahdollisuuksia sijoitteluun ja kayttéon, kuin yleensa halutaan, jotta voi-
daan saada tarkka kuva jostain tietysté alueesta tai alueen osasta.

Keksinnon yleinen kuvaus

Keksinnon tavoitteena on tarjota menetelmé ja jarjestelma teravan mielivaltaisen
panoraamakuvakerroksen maarittelemiseksi kuvasta, joka on koottu projektiokuvi-
en joukosta, jossa panoraamakuvan haluttu kerros voidaan maéritella sen jélkeen,
kun on saatu kohteen projektiokuvadata, joka lisdksi mahdollistaa maariteltéavéan
kohteen sijoittamisen vapaammin, jolla silti saadaan teravia panoraamakerrosku-
via. Keksinndn tavoitteena on erityisesti mahdollistaa useiden panoraamakuvaker-
rosten muodostaminen kohteesta vain yhdella otoksella saadusta datasta.

Keksinnon tavoite tayttyy maarittelemalla projektiokuvien joukosta muodostettavan
panoraamakuvan rakenne vahintaan kahdella tarkealla parametrilla, nimittdin tera-
van kerroksen keskuspinnan S ja teravan kerroksen paksuuden t(s) parametreilla,
kayttéden sakkofunktiota F(S,t), joka on seuraavista termeista yhden tai useamman
summa: 1) pinnan S muutosten sakkofunktio, 2) paksuusfunktion t(S) muutosten
sakkofunktio ja 3) valintoja S ja {(S) vastaavan lasketun panoraamakuvan matala-
taajuisten muutosten sakkofunktio, ja tdman jalkeen saadaan paras keskuspinta ja
tiheysfunktio (toisin sanoen panoraamakuvan tarkin kerros) minimoimalla mainittu
sakkofunktio F(S,t) parametriavaruuden yli. Keksinndn kayttda ei ole rajoitettu tas-
sa patenttihakemuksessa mainittuihin sakkoihin, vaan sakkofunktio voi sisaltda
muitakin sakkoja.

Tulisi panna merkille, ettd terdvéd panoraamakuvakerros voidaan saada taman
keksinnén mukaisesti kuvadatasta kayttaen pelkastaan sakkofunktion termia F3.

Asian ydin on, ettd F sakottaa eniten panoraamakuvia, joissa haluttu diagnoositie-
to ei nay tarkasti.

Keksinndn menetelma terdvan panoraamakuvakerroksen maarittelemiseksi, joka
on muodostettu projektiokuvien joukosta, on tunnettu siitd, etta se sisaltaa vahin-
taan seuraavat vaiheet:

- panoraamakuvan rakenteen maarittiminen vahintdén kahdella tarkealla
parametrilla, ensimmainen parametri liittyy terdvan kerroksen keskuspin-
taan S, ja toinen parametri liittyy terdvan kerroksen paksuuteen {(s),
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- sakkofunktion F(S,t) kayttdminen parhaan vaihtoehdon saamiseksi kes-
kuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu sakkofunktio
F(S,t) parametriavaruuden yli, jossa mainittu sakkofunktio F(S,t) on
F3(S,t):n summa, ja

F3(S,t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja (S) vas-
taavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun panoraama-
kuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia kuvia.

Keksinndn menetelmé terdvan panoraamakuvakerroksen madarittelemiseksi, joka
on muodostettu projektiokuvien joukosta, on myds tunnettu siita, ettd se sisaltaa
vahintdan seuraavat vaiheet:

- panoraamakuvan rakenteen madarittaminen vahintdan kahdella tarkealla
parametrilla, ensimmainen parametri liittyy terdvan kerroksen keskuspin-
taan S, ja toinen parametri liittyy terdvan kerroksen paksuuteen {(s),

- sakkofunktion F(S,t) kdyttdminen parhaan vaihtoehdon saamiseksi kes-
kuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu sakkofunktio
F(S,t) parametriavaruuden yli, jossa mainittu sakkofunktio F(S,t) on
F1(8):n ja F3(S,t):n summa, jossa

1) F1(S) sakottaa muutoksista pinnassa 3, ja

2) F3(8,t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja t(S)
vastaavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun pano-
raamakuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia
kuvia.

Keksinndn menetelma teravan panoraamakuvakerroksen maarittelemiseksi, joka
on muodostettu projektiokuvien joukosta, on myods tunnettu siitd, ettd se sisaltaa
vahintaan seuraavat vaiheet:

- panoraamakuvan rakenteen maarittdminen vahintian kahdella tarkealla
parametrilla, ensimmainen parametri liittyy teravan kerroksen keskuspin-
taan S, ja toinen parametri liittyy teravan kerroksen paksuuteen t(s),

- sakkofunktion F(S,t) kdyttdminen parhaan vaihtoehdon saamiseksi kes-
kuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu sakkofunktio
F(S,t) parametriavaruuden yli, jossa mainittu sakkofunktio F(S,t) on

F2(t):n ja F3(S,t):n summa, jossa



10

15

20

25

30

119080

4

1) F2(t) sakottaa muutoksista paksuusfunktiossa t(S), ja

2) F3(S.t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja 4(S)
vastaavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun pano-
raamakuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia

kuvia.

Keksinndn menetelma teravan panoraamakuvakerroksen maarittelemiseksi, joka
on muodostettu projektiokuvien joukosta, on myds tunnettu siité, ettad se sisaltad
vahintaan seuraavat vaiheet:

- panoraamakuvan rakenteen maarittdminen vahintaan kahdella tarkealla
parametrilla, ensimmainen parametri liittyy teravan kerroksen keskuspin-
taan 8, ja toinen parametri liittyy terdvan kerroksen paksuuteen t(s),

- sakkofunktion F(S,t) kdyttdminen parhaan vaihtoehdon saamiseksi kes-
kuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu sakkofunktio
F(S,t) parametriavaruuden yli, jossa mainittu sakkofunktio F(S,t) on
F1(S):n, F2(t):n ja F3(8,t):n summa, jossa

1) F1(8) sakottaa muutoksista pinnassa S,
2) F2(t) sakottaa muutoksista paksuusfunktiossa t(S), ja

3) F3(S,t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja {(S)
vastaavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun pano-
raamakuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia
kuvia.

Keksinnon jarjestelma teréavan panoraamakuvakerroksen maarittelemiseksi, joka
on muodostettu projektiokuvien joukosta, on tunnettu siita, ettd se sisaltda vahin-

tdan seuraavat:

- valineet panoraamakuvan rakenteen maarittdmiseksi vahintdan kahdella
tarkeéalla parametrilla, ensimmaéinen parametri liittyy terédvan kerroksen
keskuspintaan S, ja toinen parametri liittyy teravan kerroksen paksuuteen

t(s),

- valineet sakkofunktion F(S,t) kayttdmiseksi parhaan vaihtoehdon saami-
seksi keskuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu sakko-
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funktio F(S,t) parametriavaruuden yli, jossa mainittu sakkofunktio F(S,t)
on F3(S,t), ja

F3(S,t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja t(S) vas-
taavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun panoraama-
kuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia kuvia.

Keksinnon jarjestelméa teravan panoraamakuvakerroksen maarittelemiseksi, joka
on muodostettu projektiokuvien joukosta, on myds tunnettu siitd, ettd se sisaltaa
vahintaan seuraavat:

- valineet panoraamakuvan rakenteen maarittamiseksi vahintaan kahdella
tarkealla parametrilla, ensimmainen parametri liittyy terdvan kerroksen
keskuspintaan S, ja toinen parametri liittyy terdvan kerroksen paksuuteen

t(s),

- valineet sakkofunktion F(S,t) kdyttdmiseksi parhaan vaihtoehdon saami-
seksi keskuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu sakko-
funktio F(S,t) parametriavaruuden yli, jossa mainittu sakkofunktio F(S,t)
on F1(S):n ja F3(S,t):n summa, jossa

1) F1(S) sakottaa muutoksista pinnassa S, ja

2) F3(S,t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja t(S)
vastaavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun pano-
raamakuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia
kuvia.

Keksinndn jarjestelma terdvan panoraamakuvakerroksen maérittelemiseksi, joka
on muodostettu projektiokuvien joukosta, on myés tunnettu siitd, ettd se sisaltaa
vahintaan seuraavat:

- valineet panoraamakuvan rakenteen maarittamiseksi vahintaan kahdella
tarkealla parametrilla, ensimmainen parametri liittyy teravan kerroksen
keskuspintaan S, ja toinen parametri liittyy terdvan kerroksen paksuuteen

i(s),

- valineet sakkofunktion F(S,t) kayttdmiseksi parhaan vaihtoehdon saami-
seksi keskuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu sakko-
funktio F(S,t) parametriavaruuden yli, jossa mainittu sakkofunktio F(S,t)
on F2(t):n ja F3(S,t):n summa, jossa
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1) F2(t) sakottaa muutoksista paksuusfunktiossa t(S), ja

2) F3(S,t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja t(S)
vastaavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun pano-
raamakuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia
kuvia.

Keksinndn jarjestelma terdvan panoraamakuvakerroksen maarittelemiseksi, joka
on muodostettu projektiokuvien joukosta, on myds tunnettu siitd, ettd se sisaltaa
vahintaan seuraavat:

vélineet panoraamakuvan rakenteen maarittamiseksi vahintadan kahdella
tarkeédlla parametrilla, ensimmainen parametri liittyy terdvan kerroksen
keskuspintaan S, ja toinen parametri liittyy terdvan kerroksen paksuuteen

t(s),

vélineet sakkofunktion F(S,t) kdyttamiseksi parhaan vaihtoehdon saami-
seksi keskuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu sakko-
funktio F(S,t) parametriavaruuden yli, jossa mainittu sakkofunktio F(S,t)
on F1(S):n, F2(t):n ja F3(S,t):n summa, jossa

1) F1(S) sakottaa muutoksista pinnassa S,
2) F2(t) sakottaa muutoksista paksuusfunktiossa t(S), ja

3) F3(S,t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja (S)
vastaavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun pano-
raamakuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia
kuvia.

Keksinnon tietokoneohjelmatuote teravan panoraamakuvakerroksen maéarittelemi-
seksi, joka on muodostettu projektiokuvien joukosta, on tunnettu siitd, etta se sisal-

taa vahintaan seuraavat:

mainittu tietokoneohjelmatuote sisaltda maarittelevat koodivalineet, jotka
on mukautettu maarittamaan panoraamakuvan rakenne vahintaan kah-
della tarkealld parametrilla, ensimmainen parametri liittyy terdvéan kerrok-
sen keskuspintaan S, ja toinen parametri liittyy terévan kerroksen paksuu-
teen t(s), kun mainitut maarittdvat koodivalineet ajetaan datankasittely-
yksikdssa,



10

15

20

25

30

119080

mainittu tietokoneohjelmatuote siséltdd sakkofunktiokoodivélineet, jotka
on mukautettu maarittelemaan sakkofunktio F(S,t) parhaan vaihtoehdon
saamiseksi keskuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu
sakkofunktio F(S,t) parametriavaruuden vyli, jossa mainittu sakkofunktio
F(S,t) on F3(S,t), ja

F3(S,t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja t(S) vas-
taavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun panoraama-
kuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia kuvia,

kun mainitut sakkofunktiokoodivélineet ajetaan datankasittely-yksikdssa.

Keksinndn tietokonekayttbinen media, joka siséltda patenttivaatimuksen 29 tieto-
koneohjelmatuotteen, on tunnettu siitd, ettd se on mukautettu maarittdmaan terava
kerros panoraamakuvasta, joka on muodostettu projektiokuvien joukosta, kun
mainittu tietokoneohjelmatuote ajetaan datankasittely-yksikdssa.

Keksinnén tietokoneohjelmatuote teravan panoraamakuvakerroksen maarittelemi-
seksi, joka on muodostettu projektiokuvien joukosta, on tunnettu siita, etta se sisél-
taa vahintaan seuraavat:

mainittu tietokoneohjelmatuote sisaltaa maarittelevat koodivélineet, jotka
on mukautettu maarittamaan panoraamakuvan rakenne vahintaan kah-
della tarkealld parametrilla, ensimmainen parametri liittyy teravan kerrok-
sen keskuspintaan S, ja toinen parametri liittyy terdvan kerroksen paksuu-
teen t(s), kun mainitut maarittavat koodivalineet ajetaan datankasittely-
yksikossa

mainittu tietokoneohjelmatuote siséltda sakkofunktiokoodivalineet, jotka
on mukautettu maarittelemaan sakkofunktio F(S,t) parhaan vaihtoehdon
saamiseksi keskuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu
sakkofunktio F(S,t) parametriavaruuden yli, jossa mainittu sakkofunktio
F(S,t) on F1(S):n ja F3(S,t):n summa, jossa

1) F1(S) sakottaa muutoksista pinnassa S, ja

2) F3(S,t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja #(S)
vastaavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun pano-
raamakuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia
kuvia,
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kun mainitut sakkofunktiokoodivélineet ajetaan datankasittely-yksik6ssa.

Keksinnon tietokonekayttdinen media, joka sisaltaa patenttivaatimuksen 31 tieto-
koneohjelmatuotteen, on myos tunnettu siita, ettd se on mukautettu maarittamaan
terédva kerros panoraamakuvasta, joka on muodostettu projektiokuvien joukosta,
kun mainittu tietokoneohjelmatuote ajetaan datankasittely-yksikdssa.,

Keksinnon tietokoneohjelmatuote teravan panoraamakuvakerroksen maérittelemi-
seksi, joka on muodostettu projektiokuvien joukosta, on tunnettu siita, etta se sisal-
taa vahintdan seuraavat:

- mainittu tietokoneohjelmatuote sisaltada maarittelevat koodivalineet, jotka
on mukautettu madrittdmaan panoraamakuvan rakenne vahintdan kah-
della tarkealla parametrilla, ensimmainen parametri liittyy terdvan kerrok-
sen keskuspintaan S, ja toinen parametri liittyy teravan kerroksen paksuu-
teen t(s), kun mainitut maéarittadvat koodivilineet ajetaan datankasittely-
yksikOssé

- mainittu tietokoneohjelmatuote siséltda sakkofunktiokoodivalineet, jotka
on mukautettu maarittelemaan sakkofunktio F(S,t) parhaan vaihtoehdon
saamiseksi keskuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu
sakkofunktio F(S,t) parametriavaruuden yli, jossa mainittu sakkofunktio
F(S,t) on F2(t):n ja F3(S,t):n summa, jossa

1) F2(t) sakottaa muutoksista paksuusfunktiossa {(S), ja

2) F3(S,t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja t(S)
vastaavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun pano-
raamakuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia

kuvia,
kun mainitut sakkofunktiokoodivalineet ajetaan datankasittely-yksikssa.

Keksinnén tietokonekayttdinen media, joka sisaltda patenttivaatimuksen 33 tieto-
koneohjelmatuotteen, on myds tunnettu siitd, ettd se on mukautettu maarittamaan
terdava kerros panoraamakuvasta, joka on muodostettu projektiokuvien joukosta,
kun mainittu tietokoneohjelmatuote ajetaan datankasittely-yksikdssa.

Keksinnon tietokoneohjelmatuote teravan panoraamakuvakerroksen maarittelemi-
seksi, joka on muodostettu projektiokuvien joukosta, on tunnettu siita, ettd se sisal-

taa vahintaan seuraavat:
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- mainittu tietokoneohjelmatuote siséltda maarittelevat koodivalineet, jotka
on mukautettu maarittdmaan panoraamakuvan rakenne vahintdan kah-
della tarkealld parametrilla, ensimmainen parametri liittyy terdvan kerrok-
sen keskuspintaan S, ja toinen parametri liittyy terévéan kerroksen paksuu-
teen t(s), kun mainitut maarittdvat koodivalineet ajetaan datankasittely-
yksikdssa

- mainittu tietokoneohjelmatuote sisaltad sakkofunktiokoodivélineet, jotka
on mukautettu maaritteleméan sakkofunktio F(S,t) parhaan vaihtoehdon
saamiseksi keskuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu
sakkofunktio F(S,t) parametriavaruuden yli, jossa mainittu sakkofunktio
F(S,t) on F1(S):n, F2(t):n ja F3(S,t):n summa, jossa

1) F1(S) sakottaa muutoksista pinnassa S,
2) F2(t) sakottaa muutoksista paksuusfunktiossa t(S), ja

3) F3(S,t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja t(S)
vastaavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun pano-
raamakuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia
kuvia,

kun mainitut sakkofunktiokoodivalineet ajetaan datankasittely-yksikdssa.

Keksinnon tietokonekayttoinen media, joka sisaltda patenttivaatimuksen 35 tieto-
koneohjelmatuotteen, on myds tunnettu siita, ettd se on mukautettu méaarittamaan
terava kerros panoraamakuvasta, joka on muodostettu projektiokuvien joukosta,
kun mainittu tietokoneohjelmatuote ajetaan datankasittely-yksikossa.

Taman keksinnon eraan sovellutusmuodon mukaisesti maariteltavan kohteen pro-
jektiokuvat saadaan suotuisasti digitaalisessa muodossa. Projektiokuvat voidaan
saada esimerkiksi rontgenkuvauslaitteilta, jotka tunnetaan alalla. Kohde on tyypilli-
sesti potilas ja talla keksinndlld maariteltava alue on suotuisimmin hampaiden ja
leuan alue.

Kuvausprosessissa otetaan lyhyen ajan sisalld useita projektiokuvia, esimerkiksi
niin, etta tyypillinen nopeus on 100 kuvaa yhdessa sekunnissa. Kuvat otetaan li-
saksi silla tavoin, ettd kukin kuva on vahintdan osittain paallekkainen l&himman
kuvan kanssa. Perakkaisten kuvien vélinen siirtyma on tyypillisesti 1 pikseli tai 0,1
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millimetrid, mutta osaavalle henkildlle tulisi olla selvaa, etta siirtyma voi olla myos
suurempi.

Sen jalkeen kun projektiokuvien joukko on saatu, niin panoraamakuva voidaan
muodostaa mainituista projektiokuvista esimerkiksi alalla tunnetuilla menetelmilla.
Taman keksinndn mukaisesti kdytetaan kahta tarkeda parametria, joilla maarite-
tdan panoraamakuvan rakenne. Ensimmainen parametri on teravan kerroksen
keskuspinta S, ja toinen on terdvan kerroksen paksuus {(s), joka on annettu suo-
tuisasti millimetreissa joka S:n pisteessa s. Paksuus {(s) vaihtelee tasaisesti s:n
funktiona, tyypillisten arvojen ollessa valilla 2 mm ja 30 mm.

Tassa keksinnossa pinta S kuvataan parametrimuodossa: S(p1, p2, ..., pN), jossa
p1, P2, ..., pN ovat reaaliarvoisia parametreja. Parametrit voivat esimerkiksi olla
joukon kontrollipisteitd (x1, y1, z1), (x2, y2, z2), ..., (xM, yM, zM) koordinaatit kol-
miulotteisessa avaruudessa, ja pinta S muodostuu kontrollipisteiden 1api menevis-
ta spline-funktioista. Parametrien arvot on suotuisasti rajoitettu ylhaalta ja alhaalta
silla tavoin, etta kaikille mahdollisille parametrien vaihtoehdoille voidaan toteuttaa
vastaava pinta S keksinndssa kaytetylla panoraamarontgenlaitteella.

Paksuusfunktio t(s) on parametrisoitu S:n parametrisaation tapaan: kirjoitetaan
t(s1, 82, ..., sK), jossa s1, s2, ..., sK ovat kokoelma pisteita pinnalla S.

Sen jalkeen kun S:n ja t(s):n parametrisaatiot on valittu, niin paras vaihtoehto tera-
van kerroksen keskuspinnaksi maaritellaan automaattisesti (alkuoletus parhaaksi
ja nain ollen terdvimméaksi panoraamakerrokseksi) maarittamalld sakkofunktio
F(S,t). Sakkofunktio maaritetdén ottamalla pinta S ja paksuusfunktio t argument-
teina ja palauttamalla epénegatiivinen reaaliluku. Arvo F(S) kuvaillaan epanegatii-
visten rangaistuksien summana, kuten esimerkiksi F(S,t) = F1(S) + F2(t) + F3(S,t),
jossa

F1(S) sakottaa muutoksia pinnassa S (suotuisasti korkeataajuisia muutok-
sia pinnassa S, joka suosii pinnan suunnassa tasaista kayraa)

F2(t) sakottaa muutoksia paksuusfunktiossa t (edullisesti korkeataajuisia
muutoksia paksuusfunktiossa t, joka tukee paksuuden suunnassa ta-
saista kayraa), ja

F3(S,t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja t vastaavat pano-
raamakuvat, ja sakottaa matalataajuisia kuvia enemman kuin korkea-
taajuisia kuvia. Toisin sanoen, F3 tukee S:n ja t:n valintoja, jotka joh-
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tavat terdviin panoraamakuviin (sakottamalla matalataajuisia kom-
ponentteja tai epaselvia alueita).

Tulisi kuitenkin panna merkille, etta F1(S) ja/tai F2(t) voivat olla nollia.

Koska seka S etta t on parametrisoitu, niin nyt myds sakkofunktio voidaan kirjoit-
taa muodossa F(p1, p2, ..., pN, s1, 82, ..., sK). Nyt parhaan keskuspinnan ja pak-
suusfunktion maaritteleminen ottaa kohdefunktion F minimointiongelman muodon
parametriavaruuden yli. On useita hyvin tunnettuja algoritmipohjaisia lahestymis-
tapoja tdman minimointiongelman ratkaisemiseksi tietokoneella, kuten esimerkiksi
Powell & Brentin tai Gaussin menetelma.

Pinnan muotoa (ja kulmaa tai sijaintia) voidaan vaihdella muuttamalla funktion
F(S,t) parametreja tai kontrollipisteita. Liséksi, maarittdmalla panoraamakerroksen
tarkkuusarvot, maksimoimalla vierekkaisten pikselien kontrasti ja muuttamalla
myds funktion parametreja voidaan saada pinnan S ja panoraamakerroksen halut-
tu muoto sellaiseksi, ettéd pinnan S ja panoraamakerroksen muoto mukautuu poti-
laan hampaiden tai leukojen geometriaan, ja saavutetaan myds terava kerros ja
hyva kontrasti panoraamakuvalle. Edella mainitut vaiheet tehddan suotuisasti ta-
man keksinnén mukaisesti automaattisesti, jolloin terava panoraamakerros saa-
daan suotuisasti seuraamaan anatomisen muodon geometriaa, kuten esimerkiksi
hermokanavan tai leukaluun.

Tulisi panna merkille, ettad teravan panoraamakerroksen saaminen leuan hermo-
kanavasta on erittdin vaikeaa tai jopa mahdotonta alan tunnetuilla menetelmilla,
koska leuan hermokanava, ja nain ollen myds tarkkuusalue, on hyvin kapea. Ta-
man keksinnén avulla leuan hermokanavan muotoa seuraava terava panoraama-
kerros on varsin helppo saada johtuen kontrastierosta hermokanavan ja hermo-
kanavan ympaériston pikselien vélilla, josta johtuen sakkofunktion F(S,t) parametri-
en muuttaminen voidaan tehda hyvin tarkasti, jolloin panoraamakerroksen muoto
voidaan saada seuraamaan leuan hermokanavan muotoa.

Tulisi lisdksi panna merkille, etta tdman keksinndn avulla voidaan maaritella tietty
terdvd koko leuan panoraamakerros, mutta voidaan myds maaritella tietty levan
alueen osa, kuten esimerkiksi tietyn hampaan tai hampaan juuren sektori. Liséksi
tulisi panna merkille, ettd taman keksinndén mukaisesti panoraamakuva voidaan
maaritella tietylta syvyydelta suunnassa t.

Keksintd tarjoaa myds muita selvia etuja tunnettuun alaan verrattuna. Ensinnakin
voidaan maaritelld useita terdvid panoraamakuvia eri syvyyksiltd (suunnassa t)



10

15

20

25

30

115080

12

yhdelld otoksella saadusta kuvadatasta. Liséksi potilaan sijoittaminen ei ole niin
tarkkaa, kuin alan menetelmissa, ja nain ollen taman keksinnon mukainen mene-
telma on helpompi ja nopeampi kuin alalla tunnetut menetelmat. Kun verrataan
alan menetelmiin, niin tdma keksintd on erityisesti erittdin tarkka ja tehokas tera-
vén panoraamakuvakerroksen maarittdmiseksi etuhampaiden alueelta, koska
paksuusalue etuhampaiden alueella on hyvin kapea, ja néin ollen potilaan sijoitta-
minen alalla tunnettujen menetelmien mukaisesti olisi hyvin vaikeaa, joskus jopa
mahdotonta. Lisaksi sateilyannos, jolle potilas altistuu, voidaan minimoida taman
keksinndn avulla, koska voidaan saada useita tarkkoja panoraamakerroskuvia
vain yhdella otoksella otetusta kuvadatasta.

Loppupééatelménd voidaan sanoa, etta tdman keksinnén paatarkoituksena on
maaritelld panoraamakuvakerroksen sakkofunktio, minimoida sakkofunktio muut-
tamalla funktion parametreja ja nain saada sitd parempi panoraamakuvakerros mi-
ta pienempi sakkofunktion arvo on, ja myds saada panoraamakuvakerrokselle pa-
rempi kontrasti ja parempi tarkkuus.

Kuvioiden lyhyt kuvailu

Seuraavaksi keksintd kuvaillaan yksityiskohtaisemmin viitaten esimerkillisiin sovel-
lutusmuotoihin oheisten piirrosten mukaisesti, joista

Kuvio 1 havainnollistaa esimerkkimenetelman vuokaavion teravan panoraa-
makuvakerroksen maarittdmiseksi, joka on muodostettu projektiokuvi-
en joukosta tdman keksinndn suotuisan sovellutusmuodon mukaisesti,

Kuvio 2 havainnollistaa esimerkkijariestelméan lohkokaavion terdvan panoraa-
makuvakerroksen maarittamiseksi, joka on muodostettu projektiokuvi-
en joukosta tdman keksinndén suotuisan sovellutusmuodon mukaisesti,

Kuvio 3 havainnollistaa esimerkkitietokoneohjelmatuotteen teravan panoraa-
makuvakerroksen madrittamiseksi, joka on muodostettu projektiokuvi-
en joukosta tdman keksinndn suotuisan sovellutusmuodon mukaisesti,
ja

Kuvio 4 havainnollistaa kaaviolla ndkyman hampaiden ja leukojen alueesta ja
taman keksinndn suotuisan sovellutusmuodon mukaiset kontrollipis-
teet seka pinnan S.
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Yksityiskohtainen kuvailu

Kuvio 1 havainnollistaa esimerkkimenetelman 100 vuokaavion terédvan panoraa-
makuvakerroksen maarittdmiseksi, joka on muodostettu projektiokuvien joukosta
taman keksinndn suotuisan sovellutusmuodon mukaisesti, jossa vaiheessa 102
kuvataan maariteltadva kohde ja saadaan useita projektiokuvia. Seuraavaksi vai-
heessa 104 valitaan kontrollipisteet, tai vahintaéan yksi kontrollipiste, ja vaiheessa
106 valitaan pinnan S ja paksuusfunktion t(s) parametrisaatiot. Tyypillisesti pisteet
sijaitsevat hammaskaaren sisalla niin, ettd naapuripisteiden vélinen etdisyys on
tyypillisesti 10 mm—50 mm, mutta etdisyytta ei ole rajoitettu talle skaalalle.

Kun S:n ja t(s):n parametrisaatiot on valittu, niin ensimmainen paras vaihtoehto te-
ravan kerroksen keskuspinnaksi maaritellaan vaiheessa 108 maarittdmalla sakko-
funktio F(S,t), jossa esimerkiksi F(S,t) = F1(8) + F2(t) + F3(S,t). Vaiheessa 108
madritellddn F(S,t):n komponentit, toisin sanoen F1(S), F2(t) ja F3(8,t). Tarkasti
ottaen, vaiheessa 108a maaritetaan F1(S) sakottamallla muutoksia pinnassa S,
suotuisasti korkeataajuisia muutoksia. Vaiheessa 108b maaritetdan F2(t) sakotta-
malla muutoksia paksuusfunktiossa t(S), suotuisasti korkeataajuisia muutoksia.
Lopulta vaiheessa 108c maaritetdan F3(S,t). F3(S,t) laskee ensin argumentteina
annettuja vaihtoehtoja S ja {(S) vastaavan panoraamakuvan, ja tdman jalkeen sa-
kottaa mainitun lasketun panoraamakuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin
korkeataajuisia kuvia. Tulisi kuitenkin panna merkille, ettd F1(S):n ja/tai F2(t):n
maarittdminen voi olla vapaaehtoista (tai F1(S):n ja/tai F2(t):n arvo voi olla nolla),
jolloin F(8,t) = F3(S,t) tai F(S,t) = F1(8) + F3(S,t) tai F(S,t) = F2(t) + F3(S,t). Tapa-
uksessa, jossa F1(S) ja F2(t) maaritetaan (ja F1(S) # 0 # F2(1)) F(S,t) = F1(S) +
F2(t) + F3(S,t).

Nyt parhaan keskuspinnan ja paksuusfunktion maarittely 110 ottaa kohdefunktion
F minimointiongelman muodon parametriavaruuden yli. Minimointiprosessissa pa-
rametreja ja kontrollipisteitd voidaan muuttaa vaiheissa 104—108¢. Minimointipro-
sessi voi olla valmis esimerkiksi, kun saavutetaan tietty edella mainittu teravyys,
tai muuten minimointiprosessi lopetetaan vaiheessa 112.

Tulisi panna merkille, etta kuviossa 1 havainnollistettu vaiheiden 104—110 jérjestys
on esimerkinomainen, ja vaiheet 104—110 voidaan myds suorittaa muussa jarjes-
tyksessd ja myds useammin kuin kerran ennen kuin saadaan haluttu lopputulos.
Minimointiongelman ratkaisu voi erityisesti vaatia useita vaiheita parametrien ja
kontrollipisteiden muuttamiseen, sakkofunktion komponenttien, esimerkiksi F1(S),
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F2(t) ja F3(S,t), uudelleenmaérittamiseen, ja terdvén kerroksen parhaan vaihtoeh-
don maérittamiseen.

Kuvio 2 havainnollistaa esimerkkijarjesteiman 200 lohkokaavion teravan panoraa-
makuvakerroksen maarittdmiseksi, joka on muodostettu projektiokuvien joukosta
tdman keksinndn suotuisan sovellutusmuodon mukaisesti, jossa jarjestelma sisal-
taa kuvauslaitteiston 202, kuten rontgenkuvauslaitteiston, muistivalineet 204 kuva-
datan tallentamiseksi, kasittely-yksikon 206 esimerkiksi kuvadatan kasittelemisek-
si, valineet 208 panoraamakuvan maarittdmiseksi vahintaan kahdella tarkealla pa-
rametrilla, joista ensimmainen parametri liittyy terdvan kerroksen keskuspintaan S,
ja toinen parametri liittyy terdvan kerroksen paksuuteen t(s), seka valineet 210
sakkofunktion F(S,t) maarittdmiseksi parhaan vaihtoehdon saamiseksi keskuspin-
naksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu sakkofunktio F(S,t) parametriava-
ruuden yli, jossa mainittu sakkofunktio F(S,t) on F1(S):n, F2(t):n ja F3(S,t):n sum-
ma, jossa F1(S) sakottaa muutoksia pinnassa S (suotuisasti korkeataajuisia muu-
toksia), F2(t) sakottaa muutoksia paksuusfunktiossa {(S) (suotuisasti korkeataajui-
sia muutoksia) ja F3(S,t) laskee ensin argumentteina annettuja vaihtoehtoja S ja
t(S) vastaavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun panoraamakuvan
matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia kuvia.

Lisdksi jarjestelma 200 suotuisasti sisaltad valineet 212 pinnan S maarittamiseksi
parametrimuodossa: S(p1, p2, ..., pN), jossa p1, p2, ..., pN ovat sellaisia reaaliar-
voisia parametreja, ettd mainitut parametrit maarittavat pinnan S muodon (ja mah-
dollisesti myds kulman tai sijainnin). Suotuisasti mainitut parametrit ovat joukon
kontrollipisteita (x1, y1, z1), (x2, y2, z2), ..., (xM, yM, zM) koordinaatit kolmiulottei-
sessa avaruudessa, ja pinta S muodostetaan esimerkiksi valineilla 212 kontrollipis-
teiden Iapi menevista spline-funktioista. Jarjestelma 200 voi myds siséltaa valineet
214 mainittujen parametrien arvojen rajoittamiseksi suotuisasti ylapuoleita ja ala-
puolelta silla tavoin, ettd kaikille mahdollisille parametrien vaihtoehdoille voidaan
toteuttaa vastaava pinta S panoraamarontgenlaitteella, jota kaytetdan projektioku-
vien saamiseen,

Lisaksi jariestelma 200 suotuisasti sisaltaa valineet 216 paksuusfunktion t(s) pa-
rametrisoimiseksi S:n parametrisaatioon: kirjoitetaan t(s1, s2, ..., sK), jossa s1, s2,
..., SK on joukko pisteitd pinnalla S. Lisaksi jarjestelma sisaltda myods valineet 218
sakkofunktion F(S,t) maarittdmiseksi muodossa F(p1, p2, ..., pN, s1, s2, ..., sK).
Jarjestelma sisaltda myds valineet 220 mainitun sakkofunktion minimoimiseksi
kayttden esimerkiksi Powell & Brentin tai Gaussin menetelmaa.
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Tulisi panna merkille, ettéd ainakin osa valineista 208—-220 voidaan integroida mai-
nittuun kasittely-yksikké6n, joka voi olla esimerkiksi alalla tunnettu mikroprosessori
tai tietokone.

Kuvio 3 havainnollistaa esimerkkitietokoneohjelmatuotteen 300 teravan panoraa-
makuvakerroksen maarittamiseksi, joka on muodostettu projektiokuvien joukosta
taman keksinnon suotuisan sovellutusmuodon mukaisesti, jossa tietokoneohjeima-
tuote 300 on mukautettu suorittamaan suotuisasti vahintdan osa kuviossa 1 ha-
vainnollistetun menetelmén vaiheista 104112, kun tietokoneohjelmatuote ajetaan
datankasittely-yksikossa 206, kuten tietokoneessa.

Tietokoneohjelmatuote 300 erityisesti sisdltda maarittavat koodivalineet 302, jotka
on mukautettu maarittdmaan panoraamakuvan rakenne vahintdan kahdella tarke-
alla parametrilla, joista ensimmainen parametri liittyy terdvan kerroksen keskuspin-
taan 3, ja toinen parametri liittyy teravan kerroksen paksuuteen t(s), kun maaritta-
vat koodivalineet ajetaan datankasittely-yksikossa 206, seka myds sakkofunk-
tiokoodivalineet 304, jotka on mukautettu maarittamaan sakkofunktio F(S,t) par-
haan vaihtoehdon saamiseksi keskuspinnaksi ja tiheysfunktioksi minimoimalla
mainittu sakkofunktio F(S,t) parametriavaruuden yli, jossa mainittu sakkofunktio
F(S,t) on F1(S):n, F2(t):n ja F3(S,t):n summa, jossa F1(S) sakottaa muutoksia pin-
nassa S (suotuisasti korkeataajuisia muutoksia), F2(t) sakottaa muutoksia pak-
suusfunktiossa t(S) (suotuisasti korkeataajuisia muutoksia) ja F3(S,t) laskee ensin
argumentteina annettuja vaihtoehtoja S ja t(S) vastaavan panoraamakuvan, ja sa-
kottaa mainitun lasketun panoraamakuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin
korkeataajuisia kuvia, kun mainitut sakkofunktiokoodivélineet 304 ajetaan datan-
kasittely-yksikdssa.

Lisdksi tietokoneohjelmatuote 300 suotuisasti sisdltda koodivélineet 306 pinnan S
maarittdmiseksi parametrimuodossa: S(p1, p2, ..., pN), jossa p1, p2, ..., pN ovat
sellaisia reaaliarvoisia parametreja, ettd mainitut parametrit maarittavéat pinnan S
muodon ja kulman, kun mainitut koodivdlineet 306 ajetaan datankasittely-
yksikdssa. Suotuisasti mainitut parametrit ovat joukon kontrollipisteita (x1, y1, z1),
(x2, y2, z2), ..., (xM, yM, zM) koordinaatit kolmiulotteisessa avaruudessa, ja pinta
S muodostetaan esimerkiksi mainituilla valineilla 306 kontrollipisteiden lapi mene-
vistd spline-funktioista. Tietokoneohjelmatuote 300 voi myds siséltaa valineet 308
mainittujen parametrien arvojen rajoittamiseksi suotuisasti ylapuolelta ja alapuolel-
ta silla tavoin, etté kaikille mahdollisille parametrien vaihtoehdoille voidaan toteut-
taa vastaava pinta S panoraamaréntgenlaitteella, jota kaytetaan projektiokuvien
saamiseen, kun mainitut koodivalineet 308 ajetaan datankasittely-yksikdssa.
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Lisaksi tietokoneohjelmatuote 300 voi suotuisasti sisaltda vélineet 310 paksuus-
funktion t(s) parametrisoimiseksi S:n parametrisaatioon: kirjoitetaan t(s1, s2, ...,
sK), jossa s1, s2, ..., sK on joukko pisteitéd pinnalla S, kun mainitut koodivélineet
310 ajetaan datankasittely-yksikossa. Liséksi tietokoneohjelmatuote 300 sisaltaa
myods vélineet 218 sakkofunktion F(S,t) maarittdmiseksi muodossa F(p1, p2, ...,
pN, 81, s2, ..., sK). Tietokoneohjelmatuote 300 sisaltda my6s valineet 314 maini-
tun sakkofunktion minimoimiseksi kayttden esimerkiksi Powell & Brentin tai Gaus-
sin menetelmaa, kun mainitut koodivalineet 306 ajetaan datankasittely-yksikdssa.

Kuvio 4 havainnollistaa kaaviondkyman 400 hampaiden 402 ja leuan 404 alueelta,
seka kontrollipisteet 406 ja pinnan S 408 tdman keksinndn suotuisan sovellutus-
muodon mukaisesti. Keksinndssa kontrollipisteitd 406 kaytetdan pisteina, joiden
lapi pinta S 408 asetetaan kulkemaan. Pinnan S lisdksi myds teravan kerroksen
paksuutta t(s) 410 voidaan kayttdd maarittelemaan projektiokuvien joukosta muo-
dostetun panoraamakuvan rakenne.

Keksinté on selitetty ylla viitaten edelld mainittuihin sovellutusmuotoihin, ja on esi-
telty useita keksinnon etuja. On selvad, ettd keksintd ei ole rajoittunut pelkastaan
naihin sovellutusmuotoihin, vaan siséltda kaikki mahdolliset sovellutukset keksin-
non ajatuksen hengen ja suojapiirin, seké seuraavien patenttivaatimusten sisalla.
Lisdksi tulisi panna merkille, etta terava panoraamakuvakerros voidaan myos saa-
da kuvadatasta kayttaen pelkastdan sakkofunktion termié F3.
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Patenttivaatimukset

1. Menetelma terdvén panoraamakuvakerroksen méaérittelemiseksi, joka on
muodostettu projektiokuvien joukosta, joka sisaltaa vahintdéan seuraavat vaiheet:

- panoraamakuvan rakenteen maarittminen vahintdan kahdella tarkealla
parametrilla, ensimmainen parametri liittyy teravan kerroksen keskuspin-
taan S, ja toinen parametri liittyy terdvan kerroksen paksuuteen t(s),

- sakkofunktion F(S,t) kayttdminen parhaan vaihtoehdon saamiseksi kes-
kuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu sakkofunktio
F(S,t) parametriavaruuden yli, jossa mainittu sakkofunktio F(S,t) on

F3(S,t), ja

1) F3(S,t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja 1(S)
vastaavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun pano-
raamakuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia
kuvia.

2. Menetelmd terdvan panoraamakuvakerroksen maarittelemiseksi, joka on
muodostettu projektiokuvien joukosta, joka sisédltda vahintdan seuraavat vaiheet:

- panoraamakuvan rakenteen maarittdminen vahintdan kahdella tarkealla
parametrilla, ensimmainen parametri liittyy teravan kerroksen keskuspin-
taan S, ja toinen parametri liittyy terévan kerroksen paksuuteen t(s),

- sakkofunktion F(S,t) kayttdminen parhaan vaihtoehdon saamiseksi kes-
kuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu sakkofunktio
F(S,t) parametriavaruuden yli, jossa mainittu sakkofunktio F(S,t) on
F1(S):n ja F3(S,t):n summa, jossa

1) F1(S) sakottaa muutoksista pinnassa S, ja

2) F3(S,t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja #(S)
vastaavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun pano-
raamakuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia

kuvia.

3.  Menetelma teravan panoraamakuvakerroksen maarittelemiseksi, joka on
muodostettu projektiokuvien joukosta, joka siséltaa vahintaan seuraavat vaiheet:
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- panoraamakuvan rakenteen maarittdminen vahintaén kahdella tarkealla
parametrilla, ensimmainen parametri liittyy terdvan kerroksen keskuspin-
taan S, ja toinen parametri liittyy terdvan kerroksen paksuuteen (s),

5 - sakkofunktion F(S,t) kayttdminen parhaan vaihtoehdon saamiseksi kes-
kuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu sakkofunktio
F(S,t) parametriavaruuden vyli, jossa mainittu sakkofunktio F(S,t) on
F2(t):n ja F3(S,t):n summa, jossa

1) F2(t) sakottaa muutoksista paksuusfunktiossa t(S), ja

10 2) F3(S,t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja t(S)
vastaavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun pano-
raamakuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia
kuvia.

4. Menetelma terdvan panoraamakuvakerroksen maarittelemiseksi, joka on
15  muodostettu projektiokuvien joukosta, joka sisaltda vahintadan seuraavat vaiheet:

- panoraamakuvan rakenteen maarittdaminen vahintdan kahdella tarkealla
parametrilla, ensimmainen parametri liittyy terdvan kerroksen keskuspin-

et taan S, ja toinen parametri liittyy teravan kerroksen paksuuteen t(s),

- sakkofunktion F(S,t) kayttaminen parhaan vaihtoehdon saamiseksi kes-
20 kuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu sakkofunktio
F(S,t) parametriavaruuden vyli, jossa mainittu sakkofunktio F(S,t) on
X F1(S):n, F2(t):n ja F3(S,t):n summa, jossa
1) F1(S) sakottaa muutoksista pinnassa S,

2) F2(t) sakottaa muutoksista paksuusfunktiossa t(S), ja
25 3) F3(S,t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja {(S)
LR vastaavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun pano-

raamakuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia
. kuvia.

R 5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelma, jossa panoraamakuva on ront-
30 genkuva hampaiden ja leuan alueesta tai vahintaan alueen osasta.
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6. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelma, jossa paksuus {(s) vaihtelee ta-
saisesti S:n s:n funktiona, tyypillisten arvojen ollessa valilld 2 mm-30 mm.

7. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelma, jossa pinta S kuvataan para-
metrimuodossa: S(p1, p2, ..., pN), jossa p1, p2, ..., pN ovat sellaisia reaaliarvoisia
parametreja, ettd mainitut parametrit méaarittavat pinnan S muodon.

8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelma, jossa mainitut parametrit ovat
joukon kontrollipisteita (x1, y1, z1), (x2, y2, z2), ..., (xM, yM, zM) koordinaatit kol-
miulotteisessa avaruudessa, ja pinta S muodostuu kontrollipisteiden I&pi menevis-
ta spline-funktioista.

9. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelma, jossa mainitut parametriarvot
on suotuisasti rajoitettu ylhaalta ja alhaalta silla tavoin, ettd kaikille mahdoliisilie
parametrien vaihtoehdoille voidaan toteuttaa vastaava pinta S panoraamaréntgen-
laitteella, jota kaytetédan projektiokuvien saamiseen.

10. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelma, jossa paksuusfunktio t(s) pa-
rametrisoidaan S:n parametrisaatioon: kirjoitetaan t(s1, s2, ..., sK), jossa s1, s2,
..., sSK on joukko pisteité pinnalla S.

11. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelma, jossa mainittu sakkofunktio
F(S.,t) kirjoitetaan muodossa F(p1, p2, ..., pN, 81, 82, ..., sK).

12. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelma, jossa mainittu minimointion-
gelma ratkaistaan kayttden Powerll & Brentin tai Gaussin menetelmaa.

13. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelma, jossa mainittu pinta S ja nain
ollen myds panoraamakuvakerros on mukautettu seuraamaan anatomisen raken-
teen geometriaa, kuten hampaiden, leuan tai leukaluun muotoa.

14. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelma, jossa mainittu pinta S ja néin
ollen myds panoraamakuvakerros maaritellaan tietylle syvyydelle suunnassa (s).

15. Jérjestelma terdvan kerroksen madrittelemiseksi, joka on muodostettu pro-
jektiokuvien joukosta, sisaltda vahintaan seuraavat:

- valineet panoraamakuvan rakenteen maarittamiseksi vahintaan kahdella
tarkealla parametrilla, ensimmainen parametri liittyy terdvan kerroksen
keskuspintaan S, ja toinen parametri liittyy terdvan kerroksen paksuuteen

i(s),
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valineet sakkofunktion F(S,t) kayttdmiseksi parhaan vaihtoehdon saami-
seksi keskuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu sakko-
funktio F(S,t) parametriavaruuden yli, jossa mainittu sakkofunktio F(S,t)

on F3(S,t), ja

1) F3(S,t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja t(S)
vastaavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun pano-
raamakuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia
kuvia.

16. Jarjestelma terdvéan kerroksen méaarittelemiseksi, joka on muodostettu pro-
jektiokuvien joukosta, siséltda vahintdan seuraavat:

vélineet panoraamakuvan rakenteen maarittamiseksi vahintaan kahdella
tarkealld parametrilla, ensimmainen parametri liittyy teravén kerroksen
keskuspintaan S, ja toinen parametri liittyy terdvan kerroksen paksuuteen

t(s),

vélineet sakkofunktion F(S,t) kayttdmiseksi parhaan vaihtoehdon saami-
seksi keskuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu sakko-
funktio F(S,t) parametriavaruuden yli, jossa mainittu sakkofunktio F(S,t)
on F1(8):n ja F3(S,t):n summa, jossa

1) F1(S) sakottaa muutoksista pinnassa S, ja

2) F3(S,t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja t(S)
vastaavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun pano-
raamakuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia
kuvia.

17. Jarjestelma teravan kerroksen maarittelemiseksi, joka on muodostettu pro-
jektiokuvien joukosta, siséltda vahintdan seuraavat:

vélineet panoraamakuvan rakenteen maarittdmiseksi vahintdan kahdella
tarkedlld parametrilla, ensimmainen parametri liittyy terdvan kerroksen
keskuspintaan S, ja toinen parametri liittyy teravan kerroksen paksuuteen

t(s),

vélineet sakkofunktion F(S,t) kayttdmiseksi parhaan vaihtoehdon saami-
seksi keskuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu sakko-
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funktio F(S,t) parametriavaruuden yli, jossa mainittu sakkofunktio F(S,t)
on F2(t):n ja F3(S,t):n summa, jossa

1) F2(t) sakottaa muutoksista paksuusfunktiossa t(S), ja

2) F3(S.t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja t(S)
vastaavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun pano-
raamakuvan matalataajuisia kuvia enemman Kkuin korkeataajuisia
kuvia.

18. Jarjestelma teravan kerroksen madrittelemiseksi, joka on muodostettu pro-
jektiokuvien joukosta, sisaltaa vahintaan seuraavat:

valineet panoraamakuvan rakenteen maarittdmiseksi vahintdan kahdella
tarkedlla parametrilla, ensimmainen parametri liittyy terédvan kerroksen
keskuspintaan S, ja toinen parametri liittyy terdvan kerroksen paksuuteen

t(s),

vélineet sakkofunktion F(S,t) kdyttdmiseksi parhaan vaihtoehdon saami-
seksi keskuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu sakko-
funktio F(S,t) parametriavaruuden yli, jossa mainittu sakkofunktio F(S,t)
on F1(S):n, F2(t):n ja F3(S,t):n summa, jossa

1) F1(S) sakottaa muutoksista pinnassa S,
2) F2(t) sakottaa muutoksista paksuusfunktiossa t(S), ja

3) F3(S,t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja t(S)
vastaavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun pano-
raamakuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia

kuvia,

19. Patenttivaatimuksen 15 mukainen jarjestelma, jossa panoraamakuva on ront-
genkuva hampaiden tai leuan alueelta tai vahintdan alueen osasta.

20. Patenttivaatimuksen 15 mukainen jarjestelma, jossa paksuus t(s) vaihtelee
tasaisesti S:n s:n funktiona, tyypillisten arvojen ollessa valilla 2 mm-30 mm.

21. Patenttivaatimuksen 15 mukainen menetelma, jossa pinta S kuvataan para-
metrimuodossa: S(p1, p2, ..., pN), jossa p1, p2, ..., pN ovat sellaisia reaaliarvoisia
parametreja, ettd mainitut parametrit maarittavat pinnan S muodon.
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22. Patenttivaatimuksen 21 mukainen menetelma, jossa mainitut parametrit ovat
joukon kontrollipisteita (x1, y1, z1), (X2, y2, z2), ..., (xM, yM, zM) koordinaatit kol-
miulotteisessa avaruudessa, ja pinta S muodostuu kontrollipisteiden lapi menevis-
ta spline-funktioista.

23. Patenttivaatimuksen 21 mukainen menetelma, jossa mainitut parametriarvot
on suotuisasti rajoitettu ylhaalta ja alhaalta silla tavoin, ettd kaikille mahdollisille
parametrien vaihtoehdoille voidaan toteuttaa vastaava pinta S panoraamaréntgen-
laitteella, jota kéytetdan projektiokuvien saamiseen.

24. Patenttivaatimuksen 15 mukainen menetelma, jossa paksuusfunktio t(s) pa-
rametrisoidaan S:n parametrisaatioon: kirjoitetaan t(s1, s2, ..., sK), jossa s1, s2,
..., SK on joukko pisteita pinnalla S.

25. Patenttivaatimuksen 15 mukainen menetelma, jossa mainittu sakkofunktio
F(S.t) kirjoitetaan muodossa F(p1, p2, ..., pN, s1, s2, ..., sK).

26. Patenttivaatimuksen 15 mukainen menetelma, jossa mainittu minimointion-
gelma ratkaistaan kayttéden Powerll & Brentin tai Gaussin menetelmaa.

27. Patenttivaatimuksen 15 mukainen menetelma, jossa mainittu pinta S ja nain
ollen mybés panoraamakuvakerros on mukautettu seuraamaan anatomisen raken-
teen geometriaa, kuten hampaiden, leuan tai leukaluun muotoa.

28. Patenttivaatimuksen 15 mukainen menetelma, jossa mainittu pinta S ja néin
ollen myds panoraamakuvakerros maaritellaan tietylle syvyydelle suunnassa t(s).

29. Tietokoneohjelmatuote teravan kerroksen maarittdmiseksi panoraamakuvas-
ta, joka on muodostettu projektiokuvien joukosta, jossa:

- mainittu tietokoneohjelmatuote sisdltdd maarittelevat koodivélineet, jotka
on mukautettu maarittdmaan panoraamakuvan rakenne vahintdan kah-
della tarkealld parametrilla, ensimmainen parametri liittyy terdvan kerrok-
sen keskuspintaan S, ja toinen parametri liittyy terédvéan kerroksen paksuu-
teen t(s), kun mainitut maarittavat koodivélineet ajetaan datankasittely-
yksikdssa

- mainittu tietokoneohjelmatuote sisaltdd sakkofunktiokoodivalineet, jotka
on mukautettu maarittelemaan sakkofunktio F(S,t) parhaan vaihtoehdon
saamiseksi keskuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu
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sakkofunktio F(S,t) parametriavaruuden yli, jossa mainittu sakkofunktio
F(S,t)on F3(S,t), ja

1) F3(S,t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja t(S)
vastaavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun pano-
raamakuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia

kuvia,

kun mainitut sakkofunktiokoodivélineet ajetaan datankasittely-yksikossa.

30. Tietokonekéyttdinen media, joka sisaltdad patenttivaatimuksen 29 tietoko-
neohjelmatuotteen, on mukautettu maarittdmaan terava kerros panoraamakuvas-
ta, joka on muodostettu projektiokuvien joukosta, kun mainittu tietokoneohjelma-
tuote ajetaan datankasittely-yksikossa.

31. Tietokoneohjelmatuote teravan kerroksen maarittdmiseksi panoraamakuvasta,
joka on muodostettu projektiokuvien joukosta, jossa:

mainittu tietokoneohjelmatuote siséltad maarittelevat koodivalineet, jotka
on mukautettu maarittdmaén panoraamakuvan rakenne vahintdan kah-
della tarkealld parametrilla, ensimmainen parametri liittyy teravan kerrok-
sen keskuspintaan S, ja toinen parametri liittyy terdvan kerroksen paksuu-
teen t(s), kun mainitut maarittdvat koodivalineet ajetaan datankasittely-

yksik6sséa

mainittu tietokoneohjelmatuote siséltda sakkofunktiokoodivalineet, jotka
on mukautettu maaritteleméan sakkofunktio F(S,t) parhaan vaihtoehdon
saamiseksi keskuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu
sakkofunktio F(S,t) parametriavaruuden yli, jossa mainittu sakkofunktio
F(S,t) on F1(S):n ja F3(S,t):n summa, jossa

1) F1(8) sakottaa muutoksista pinnassa S, ja

2) F3(S,t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja 4(S)
vastaavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun pano-
raamakuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia

kuvia,

kun mainitut sakkofunktiokoodivélineet ajetaan datankasittely-yksikossa.
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32. Tietokonekayttbinen media, joka siséltdd patenttivaatimuksen 31 tietokoneoh-
jelmatuotteen, on mukautettu maarittimaan terava kerros panoraamakuvasta, joka
on muodostettu projektiokuvien joukosta, kun mainittu tietokoneohjelmatuote aje-

taan datankasittely-yksikossa.

33. Tietokoneohjelmatuote teravan kerroksen maarittdmiseksi panoraamakuvas-
ta, joka on muodostettu projektiokuvien joukosta, jossa:

- mainittu tietokoneohjelmatuote sisaltda maarittelevat koodivalineet, jotka
on mukautettu maarittdmaan panoraamakuvan rakenne vahintaan kah-
della tarkealla parametrilla, ensimmainen parametri liittyy terdvan kerrok-
sen keskuspintaan S, ja toinen parametri liittyy teréavén kerroksen paksuu-
teen t(s), kun mainitut madarittavat koodivalineet ajetaan datankaésittely-

yksikdssa

- mainittu tietokoneohjelmatuote sisaltad sakkofunktiokoodivélineet, jotka
on mukautettu maarittelemaan sakkofunktio F(S,t) parhaan vaihtoehdon
saamiseksi keskuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu
sakkofunktio F(S,t) parametriavaruuden yli, jossa mainittu sakkofunktio
F(S,t) on F2(t):n ja F3(S,t):n summa, jossa

1) F2(t) sakottaa muutoksista paksuusfunktiossa t(S), ja

2) F3(S,t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja t(S)
vastaavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun pano-
raamakuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia
kuvia,

kun mainitut sakkofunktiokoodivélineet ajetaan datankasittely-yksikossa.

34. Tietokonekayttdinen media, joka sisaltda patenttivaatimuksen 33 tietoko-
neohjelmatuotteen, on mukautettu méaarittamaan teréva kerros panoraamakuvas-
ta, joka on muodostettu projektiokuvien joukosta, kun mainittu tietokoneohjelma-
tuote ajetaan datankasittely-yksikdssa.

35. Tietokoneohjelmatuote terdvan kerroksen méaarittdmiseksi panoraamakuvas-
ta, joka on muodostettu projektiokuvien joukosta, jossa:

- mainittu tietokoneohjelmatuote siséltda maarittelevat koodivélineet, jotka
on mukautettu maarittdmaan panoraamakuvan rakenne vahintaan kah-
della tarkealla parametrilla, ensimmainen parametri liittyy teravan kerrok-



10

15

20

25

30

119080
25

sen keskuspintaan S, ja toinen parametri liittyy terdvén kerroksen paksuu-
teen t(s), kun mainitut maéarittavat koodivalineet ajetaan datankasittely-
yksikdssa

- mainittu tietokoneohjelmatuote siséltdd sakkofunktiokoodivélineet, jotka
on mukautettu méaarittelemaan sakkofunktio F(S,t) parhaan vaihtoehdon
saamiseksi keskuspinnaksi ja paksuusfunktioksi minimoimalla mainittu
sakkofunktio F(S,t) parametriavaruuden yli, jossa mainittu sakkofunktio
F(8,t) on F1(S):n, F2(t):n ja F3(S,t):n summa, jossa

1) F1(S) sakottaa muutoksista pinnassa S,
2) F2(t) sakottaa muutoksista paksuusfunktiossa t(S), ja

3) F3(S,t) laskee ensin argumentteina annettuja valintoja S ja t(S)
vastaavan panoraamakuvan, ja sakottaa mainitun lasketun pano-
raamakuvan matalataajuisia kuvia enemman kuin korkeataajuisia
kuvia,

kun mainitut sakkofunktiokoodivélineet ajetaan datankésittely-yksikdssa.

36. Tietokonekayttéinen media, joka sisaltidd patenttivaatimuksen 35 tietoko-
neohjelmatuotteen, on mukautettu maarittdmasn terdva kerros panoraamakuvas-
ta, joka on muodostettu projektiokuvien joukosta, kun mainittu tietokoneohjelma-
tuote ajetaan datankasittely-yksikdssa.

Patentkrav

1.  Forfarande for att definiera ett skarpt panoramabildskikt sammansatt av en
mangd projektionsbilder som innefattar atminstone féljande skeden:

- definiering av panoramabildens struktur med atminstone tva kritiska para-
metrar, den forsta parametern géller den centrala ytan S av det skarpa
skiktet, och den andra parametern géller tjockleken t(s) hos det skarpa

- skiktet,

- anvandning av en straffunktion F(S, t) for att erhalla det basta alternativet
for den centrala ytan och tjockleksfunktionen genom att minimera namnda
straffunktion F(S, t) 6ver hela parameterrymden, varvid ndmnda straffunk-
tion (F(S, t) ar F3(S, t), och
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1) F3(S, t) beréknar forst en panoramabild motsvarande valen S och
t(S) som getts som argument och bestraffar |agfrekventa bilder av
namnda berdknade panoramabild mer &n hdgfrekventa bilder.

2. Forfarande for att definiera ett skarpt panoramabildskikt sammansatt av en
mangd projektionsbilder som innefattar atminstone féljande skeden:

- definiering av panoramabildens struktur med atminstone tva kritiska para-
metrar, den férsta parametern géller den centrala ytan S av det skarpa
skiktet, och den andra parametern galler tjockleken t(s) hos det skarpa
skiktet,

- anvandning av straffunktionen F(S, t) for att erhalla det basta alternativet
fér den centrala ytan och tjockleksfunktionen genom att minimera namnda
straffunktion F(S, t) 6ver hela parameterrymden, varvid namnda straffunk-
tion (F(S, t) &r summan av F1(S) och F3(S, t), varvid

1) F1(8) bestraffar férandringar pa ytan S, och

2) F3(8, t) beraknar férst en panoramabild som motsvarar valen S
och t(S) som getts som argument, och bestraffar lagfrekventa bil-
der mer &n hdgfrekventa bilder av namnda berdknade panorama-
bild.

3. Foérfarande for att definiera ett skarpt panoramabildskikt sammansatt av en
mangd projektionsbilder som innefattar atminstone féljande skeden:

- definiering av panoramabildens struktur med atminstone tva kritiska para-
metrar, den forsta parametern géller den centrala ytan S av det skarpa
skiktet, och den andra parametern galler tjockleken t(s) hos det skarpa
skiktet,

- anvéndning av en straffunktion F(S, t) for att erhalla det basta alternativet
for den centrala ytan och tjockleksfunktionen genom att minimera ndmnda
straffunktion F(S, t) dver hela parametern, varvid ndmnda straffunktion
(F(S, t) & summan av F2(t) och F3(S, t), varvid

1) F2(t) bestraffar for forandringar i tjockleksfunktionen t(S), och

2) F3(S, t) beraknar foérst en panoramabild som motsvarar valen S
och t(S) som getts som argument, och bestraffar lagfrekventa bil-
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der mer an hdgfrekventa bilder av ndmnda beraknade panorama-
bild.

4. Forfarande for att definiera ett skarpt panoramabildskikt sammansatt av en
mangd projektionsbilder, innefattande atminstone féljande skeden:

- definiering av panoramabildens struktur med atminstone tva kritiska para-
metrar, den forsta parametern géller den centrala ytan S av det skarpa
skiktet, och den andra parametern galler tjockleken t(s) hos det skarpa
skiktet,

- anvandning av en straffunktion F(S, t) for att erhdlla det basta alternativet
for den centrala ytan och tjockleksfunktionen genom att minimera ndmnda
straffunktion F(S, t) éver hela parameterrymden, varvid ndmnda straffunk-
tion (F(S, t) & summan av F1(8), F2(t) och F3(S, t), varvid

1) F1(8) bestraffar forandringar pa ytan S,
2) F2(t) bestraffar for forandringar i tjockleksfunktionen t(S),

3) F3(S, t) beréknar forst en panoramabild som motsvarar valen S
och t(S) som getts som argument, och bestraffar lagfrekventa bil-
der mer &n hégfrekventa bilder av ndmnda beraknade panorama-
bild.

5. Forfarande enligt patentkrav 4, varvid panoramabilden &r en rdntgenbild av
tand- och kékomradet eller &tminstone av en del av omradet.

6. Forfarande enligt patentkrav 4, varvid tjockleken t(s) varierar jamnt som en
funktion av s av S, varvid de typiska vardena &ar inom intervallen 2 mm — 30 mm.

7. Foérfarande enligt patentkrav 4, varvid ytan S avbildas i parameterform: S(p1,
p2, ..., pN), varvid p1, p2, ..., pN ar sadana parametrar med realvarden, att

n&dmnda parametrar definierar formen av ytan S.

8. Forfarande enligt patentkrav 7, varvid ndmnda parametrar ar koordinaterna
av en mangd kontrollpunkter (x1, y1, z1), (x2, y2, 22), ..., (xM, yM, zM) i en tredi-
mensionell rymd, och ytan S bestar av en spline-funktion som passerar genom
kontrolipunkterna.
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9. Forfarande enligt patentkrav 7, varvid ndmnda parametervarden foretréades-
vis begrénsats ovanifran och nedifran, sa att en motsvarande yta S kan utféras for
alla mdojliga parameteralternativ med en panoramardntgenapparat, som anvands
for att fa projektionsbilder.

10. Forfarande enligt patentkrav 4, varvid tjiockleksfunktionen t(s) parametriseras
till parametriseringen av S: man skriver t(s1, 2, ..., sK), varvid s1, s2, ..., sK aren
mangd punkter pa ytan S.

11. Forfarande enligt patentkrav 4, varvid namnda straffunktion F(S, t) skrivs i
formen F(p1, p2, ..., pN, 81, s2, ..., sK).

12. Forfarande enligt patentkrav 4, varvid ndmnda minimeringsproblem l8ses
genom att anvénda Powerll & Brent- eller Gauss-metoden.

13. Forfarande enligt patentkrav 4, varvid namnda yta S och salunda ocksa pa-
noramabildskiktet ar anpassat att félja geometrin av en anatomisk kroppsbyggnad,
sasom formen av ténder, kake eller kdkben.

14, Forfarande enligt patentkrav 4, varvid namnda yta S och salunda ocksa pa-
noramabildskiktet definieras pa en givet djup i riktningen t(s).

15. System for att definiera ett skarpt skikt sammansatt av en méngd projek-
tionsbilder, innefattande atminstone féljande:

- organ for definiering av panoramabildens struktur med atminstone tva kri-
tiska parametrar, den forsta parametern géller den centrala ytan S av det
skarpa skiktet, och den andra parametern géller tjockleken t(s) hos det
skarpa skiktet,

- organ for att anvanda en straffunktion F(S, t) for att erhalla det basta alter-
nativet for den centrala ytan och tjockleksfunktionen genom att minimera
namnda straffunktion F(S, t) éver hela parameterrymden, varvid namnda
straffunktion (F(S, t) ar F3(S, t), och

1) F3(S, t) berdknar forst en panoramabild som motsvarar valen S
och t(S) som getts som argument, och bestraffar lagfrekventa bil-
der mer an hdgfrekventa bilder av ndmnda berdknade panorama-
bild.
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16. System for att definiera ett skarpt skikt sammansatt av en mangd projek-
tionsbilder, innefattande atminstone foljande:

- organ for definiering av panoramabildens struktur med atminstone tva kri-
tiska parametrar, den férsta parametern géller den centrala ytan S av det
skarpa skiktet, och den andra parametern gaéller tjockleken t(s) hos det
skarpa skiktet,

- organ for att anvanda en straffunktion F(S, t) for att erhalla det basta alter-
nativet for den centrala ytan och tjockleksfunktionen genom att minimera
namnda straffunktion F(S, t) 6ver hela parameterrymden, varvid namnda
straffunktion (F(S, t) &r summan av F1(S) och F3(S, t), varvid

1) F1(S) bestraffar férandringar i ytan S, och

2) F3(S, t) berdknar férst en panoramabild som motsvarar valen S
och t(S) som getts som argument, och bestraffar lagfrekventa bil-
der mer an hégfrekventa bilder av ndmnda beréknade panorama-
bild.

17. System for att definiera ett skarpt skikt sammansatt av en méngd projek-
tionsbilder, innefattande atminstone féljande:

- organ for definiering av panoramabildens struktur med atminstone tva kri-
tiska parametrar, den forsta parametern géller den centrala ytan S av det
skarpa skiktet, och den andra parametern galler tjockleken t(s) hos det
skarpa skiktet,

- organ for att anvanda en straffunktion F(S, t) for att erhalla det basta alter-
nativet for den centrala ytan och tjockleksfunktionen genom att minimera
namnda straffunktion F(S, t) éver hela parameterrymden, varvid namnda
straffunktion (F(S, t) &r summan av F2(t) och F3(S, t), varvid

1) F2(t) bestraffar férandringar i tjockleksfunktionen t(S), och

2) F3(S, t) beraknar férst en panoramabild som motsvarar valen S
och t(S) som getts som argument, och bestraffar lagfrekventa bil-
der mer an hogfrekventa bilder av ndmnda beraknade panorama-
bild.
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18. System for att definiera ett skarpt skikt sammansatt av en mangd projek-
tionsbilder, innefattande atminstone foljande:

- organ for definiering av panoramabildens struktur med atminstone tva kri-
tiska parametrar, den forsta parametern géller den centrala ytan S av det
skarpa skiktet, och den andra parametern galler tjockleken t(s) hos det
skarpa skiktet,

- organ for att anvénda en straffunktion F(S, t) for att erhalla det basta alter-
nativet fér den centrala ytan och tjockleksfunktionen genom att minimera
nadmnda straffunktion F(S, t) éver hela parametern, varvid ndmnda straff-
funktion (F(S, t) &r summan av F1(S), F2(t) och F3(S, t), varvid

1) F1(S) bestraffar forandringar i ytan S,
2) F2(t) bestraffar forandringar i tjockleksfunktionen t(S), och

3) F3(S, t) beraknar férst en panoramabild som motsvarar valen S
och t(S) som getts som argument, och bestraffar lagfrekventa bil-
der mer an hégfrekventa bilder av namnda berédknade panorama-
bild.

19. System enligt patentkrav 15, varvid panoramabilden &r en rdntgenbild av
tand- eller kakomradet eller atminstone av en del av omradet.

20. System enligt patentkrav 15, varvid tjockleken t(s) varierar jamnt som en
funktion av s av S, varvid de typiska vardena ar inom intervallen 2 mm — 30 mm.

21. System enligt patentkrav 15, varvid ytan S avbildas i parameterform: S(p1,
p2, ..., pN), varvid p1, p2, ..., pN &r sadana parametrar med realvarden, att

nadmnda parametrar definierar formen av ytan S.

22. System enligt patentkrav 21, varvid namnda parametrar ar koordinaterna av
en mangd kontrollpunkter (x1, y1, z1), (x2, y2, 22), ..., (xM, yM, zM) i en tredimen-
sionell rymd, och ytan S bestar av en spline-funktion som gar igenom kontrolipunk-
terna.

23. System enligt patentkrav 21, varvid namnda parametervarden &r féretrades-
vis begransade ovanifrdn och nedanifran sa att en motsvarande yta S kan utféras
for alla mojliga alternativ av parametrarna med en panoramardntgenapparat, som
anvands for att ta projektionsbilder.
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24, System enligt patentkrav 15, varvid tjockleksfunktionen t(s) parametriseras till
parametriseringen av S: skrivs t(s1, s2, ..., sK), varvid s1, s2, ..., sK &r en méngd
punkter pa ytan S.

25. System enligt patentkrav 15, varvid namnda straffunktion F(S, t) skrivs i for-
men F(p1, p2, ..., pN, s1, s2, ..., sK).

26. System enligt patentkrav 15, varvid namnda minimeringsproblem léses ge-
nom att anvinda Powerll & Brent- eller Gauss-metoden.

27. System enligt patentkrav 15, varvid ndmnda yta S och salunda ocksa pano-
ramabildskiktet &r anpassat att félia geometrin av en anatomisk kroppsbyggnad,
sasom tdndernas, kékens eller kdkbenets form.

28. System enligt patentkrav 15, varvid namnda yta S och salunda ocksa pano-
ramabildskikiet definieras pa en givet djup i riktningen t(s).

29. Dataprogramprodukt fér att definiera en skarp bild utgaende fran en panora-
mabild, som bildats av en mangd projektionsbilder, varvid:

- namnda dataprogramprodukt innefattar definierande kodorgan, som &r
anpassade att definiera konstruktionen av panoramabilden med atminsto-
ne tva kritiska parametrar, den foérsta parametern géller den centrala ytan
S av det skarpa skiktet, och den andra parametern géller tjockleken t(s)
hos det skarpa skiktet, d@ namnda definierande kodorgan kérs i en data-
behandlingsenhet,

- namnda dataprogramsprodukt innefattar straffunktionskodorgan som &r
anpassade att definiera en straffunktion F(S, t) fér att erhalla det basta al-
ternativet for den centrala ytan och tjockleksfunktionen genom att minime-
ra ndmnda straffunktion F(S, t) dver hela parameterrymden, varvid namn-
da straffunktion (F(S, t) ar F3(S, t), och

1) F3(S, t) berdknar forst en panoramabild som motsvarar valen S
och (S) som getts som argument, och bestraffar lagfrekventa bil-
der mer an hogfrekventa bilder av namnda beréknade panorama-
bild,

da namnda straffunktionskodorgan kérs i databehandlingsenheten.
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30. Datorstyrt medium, innefattande en dataprogramprodukt enligt patentkrav 29,
anpassat att definiera ett skarpt skikt av en panoramabild, da& ndmnda datapro-
gramprodukt kérs i databehandlingsenheten.

31. Dataprogramprodukt for att definiera en skarp bild utgaende fré&n en panora-
mabild, som bildats av en méngd projektionsbilder, varvid:

- namnda dataprogramprodukt innefattar definierande kodorgan, som #r
anpassade att definiera konstruktionen av panoramabilden med atminsto-
ne tva kritiska parametrar, den forsta parametern géller den centrala ytan
S av det skarpa skiktet, och den andra parametern galler tjockleken t(s)
hos det skarpa skiktet, d@ ndmnda definierande kodorgan kérs i databe-
handlingsenheten,

- namnda dataprogramprodukt innefattar straffunktionskodorgan som &r an-
passade att definiera en straffunktion F(S, t) for att erhalla det basta alter-
nativet for den centrala ytan och tjockleksfunktionen genom att minimera
nédmnda straffunktion F(S, t) 6ver hela parameterrymden, varvid ndmnda
straffunktion (F(S, t) &r summan av F1(S) och F3(S, t), varvid

1) F1(8) bestraffar férandringar i ytan S, och

2) F3(S, t) berédknar forst en panoramabild som motsvarar valen S
och t(S) som getts som argument, och bestraffar lagfrekventa bil-
der mer an hogfrekventa bilder av ndmnda berdknade panorama-
bild,

da ndmnda straffunktionskodorgan kérs i databehandlingsenheten.

32. Datorstyrt medium, innefattande en dataprogramprodukt enligt patentkrav 31,
anpassat att definiera ett skarpt skikt av en panoramabild, d4 ndmnda datapro-
gramprodukt kérs i databehandlingsenheten.

33. Dataprogramprodukt fér att definiera ett skarpt skikt utgaende fran en pano-
ramabild, som bildats av en mangd projektionsbilder, varvid:

- namnda dataprogramprodukt innefattar definierande kodorgan, som &r
anpassade att definiera konstruktionen av panoramabilden med atminsto-
ne tva kritiska parametrar, den forsta parametern galler den centrala ytan
S av det skarpa skiktet, och den andra parametern galler tjockleken t(s)
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hos det skarpa skiktet, da ndmnda definierande kodorgan kérs i databe-
handlingsenheten,

- namnda dataprogramprodukt innefattar straffunktionskodorgan som &r an-
passade att definiera en straffunktion F(S, t) for att erhalla det basta alter-
nativet for den centrala ytan och tjockleksfunktionen genom att minimera
namnda straffunktion F(S, t) éver hela parameterrymden, varvid namnda
straffunktion (F(S, t) & summan av F2(t) och F3(S, t), varvid

1) F2(t) bestraffar fdrandringar i tjockleksfunktionen t(S), och

2) F3(S, t) berédknar férst en panoramabild som motsvarar valen S
och t(S) som getts som argument, och bestraffar lagfrekventa bil-
der mer &n hogfrekventa bilder av ndmnda berdknade panorama-
bild,

da namnda straffunktionskodorgan kérs i databehandlingsenheten.

34. Datorstyrt medium, innefattande en dataprogramprodukt enligt patentkrav 33,
anpassat att definiera ett skarpt skikt av en panoramabild, d4 namnda datapro-
gramprodukt kérs i databehandlingsenheten.

35. Dataprogramprodukt for att definiera ett skarpt skikt i en panoramabild, som
bildats av en méngd projektionsbilder, varvid:

- namnda dataprogramprodukt innefattar definierande kodorgan, som ar
anpassade att definiera konstruktionen av panoramabilden med atminsto-
ne tva kritiska parametrar, den forsta parametern géller den centrala ytan
S av det skarpa skiktet, och den andra parametern géller tjockleken t(s)
hos det skarpa skiktet, d@ namnda definierande kodorgan kérs i databe-
handlingsenheten,

- na@mnda dataprogramprodukt innefattar straffunktionskodorgan som ar an-
passade att definiera en straffunktion F(S, t) fér att erhalla det basta alter-
nativet fér den centrala ytan och tjockleksfunktionen genom att minimera
namnda straffunktion F(S, t) éver hela parameterrymden, varvid ndmnda
straffunktion (F(S, t) &r summan av F1(S), F2(t) och F3(S, t), varvid

1) F1(S) bestraffar féréndringar i ytan S,

2) F2(t) bestraffar forandringar i tjockleksfunktionen t(S), och
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3) F3(S, t) berdknar férst en panoramabild som motsvarar valen S
och t(S) som getts som argument, och bestraffar lagfrekventa bil-
der mer an hdgfrekventa bilder av ndmnda beréknade panorama-

bild,
da namnda straffunktionskodorgan kérs i databehandlingsenheten.

36. Datorstyrt medium, innefattande en dataprogramprodukt enligt patentkrav 35,
anpassat att definiera ett skarpt skikt av en panoramabild som bildats av en
mangd projektionsbilder, da namnda dataprogramprodukt kérs i databehandlings-

enheten.
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